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ペロブスカイト太陽電池は、p-i-n半導体接合を有する積層型半導体である。半導体
の接合界面では電荷分離が生じるため、太陽電池の発電メカニズムを理解するには、
接合界面の電子構造を正確に把握することが必要である。特に、各半導体層のエネ
ルギー準位は電荷分離過程においてエネルギー損失の原因となる。そのため、各半
導体層の電子状態を調査することが重要になる。本機器の利用においては、ペロブ
スカイト太陽電池の電荷収集層として用いられる酸化物半導体層(NiOx層）の電子
状態を調査した。この調査には、Ｘ線光電子分光測定を用いた。

実験
Experimental

BA-026(多機能走査型X線光電子分光分析装置)
測定に用いた酸化物半導体層(NiOx層)は、ITO基板上にスピンコート法を用いて作
製した。この基板を真空状態に1日放置して、溶媒を除去した。
その後、膜厚を確認し、100 nmの膜厚を持つNiOx層を形成した。これにより、測
定サンプルを用意した。

結果と考察
Results and Discussion

Figure 1に作製した酸化物半導体層(NiOx層)のＸ線光電子分光測定の結果を示
す。525 から537 eVに観察されるO1sの比率から、NiOx層のNi2+とNi3+の比率
は1:1であることが分かった。この結果から、NiOx層を作製する条件を決定するこ
とが出来た。
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Figure 1 NIOx層のX線光電子分光測定の結果(O1s)
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